


































专利名称(译) 超声，探头，超声检查和超声检查

公开(公告)号 US20080097217A1 公开(公告)日 2008-04-24

申请号 US11/575069 申请日 2005-09-12

[标]申请(专利权)人(译) MICROSONIC

申请(专利权)人(译) MICROSONIC CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) MICROSONIC CO.，LTD.

[标]发明人 ITOH KOUICHI
MORIYA TADASHI
IRIE TAKASUKE

发明人 ITOH, KOUICHI
MORIYA, TADASHI
IRIE, TAKASUKE

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B5/6848 A61B8/445 A61B8/12

优先权 2004264146 2004-09-10 JP

其他公开文献 US8021305

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种非侵入性的（具有足够小的直径以便不会给受试者带来太大
疼痛）超高空间分辨率和高信噪比的超声波探头，使用该探头的超声波
检查和超声波检查。将超声波探头插入检查的组织中并发射超声波。探
针的特征在于包括具有针状形状的中空外框，具有一端并插入到受试者
组织中的穿刺针部分，以及具有另一端的延伸部分，超声波发生源位于
延伸部分的中空部分并产生超声波，在外框的中空部分中沿长度方向设
置的声波导，能够超声振动，并且适于传输超声波，以及用于改变方向
的方向改变装置超声波束由声波导传播到朝向被检查组织位置的方向。
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